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Μικροσκοπίες Σάρωσης (Scanning Probe Microscopies, SPM)
Διάλεξη 1η:
Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy, AFM) 

Διάλεξη 2η:
Μικροσκοπία Ρεύματος Σήραγγος  (Scanning Tunneling  Microscopy, STM)
Διάλεξη 3η:
Ηλεκτροχημική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electrochemical Microscopy)
Φασματοσκοπίες Hλεκτρονίων (Electron Spectroscopies) 
Διάλεξη 4η:
Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (Χ-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)
Διάλεξη 5η:
Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (Auger Electron Spectroscopy, AES)

